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1. Системні моделі аналізу тестопридатності цифрових структур на кристалах

2. System's models of testability analysis of digital structures on chips

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена розробці системних моделей та методів аналізу тестопридатності та
подаль-шої модифікації проектів, що представлені системним, регістровим та вентильним рівнем для
суттєвого змен-шення часу синтезу та моделювання тестів та зменшення діагностичної інформації. Вперше
розроблено новий структурно-функціональний метод, що може бути використаний на вентильному та
регістровому рівнях; вперше розроблено методи аналізу тестопридатності програмних та апаратних
продуктів TASL та TGA, моделі яких представлені орієнтованими графами регістрових передач та керування;
запропонована модель процеса вибору контрольних точок, яка орієнтована на аналіз структур вентильного,
регі-стрового та системного рівней; модель тестування цифрових систем з використанням модифікованої
комірки регістра сканування та зваженого тесту, генерованого на основі показників тестопридатності, що
дозволяє суттєво зменшити час тестування та генерації тестів одночасно з покращенням глибини покриття
дефектів.



2. The thesis is devoted to development of models and methods of the structural-functional testability analysis of
design digital system-on-a-chip, represented by gate level, RT level and system level and software products,
represented as sys-tem level and described on algorithmic description languages for essential reduction of the
verification time due to of its modification and application of the boundary scan tech-nology for digital circuits
and assertions for software prod-ucts, which enable to decrease the diagnostic information volume at
simultaneous improvement of the test quality and fault diagnostic depth. New structure-functional SoC testability
analysis method is offered for the first time; new testability analysis methods for software, functional blocks of
them are represented as composition of control and operational automata (TASL and TGA), new noniterative
model of SoC diagnostic, improved model of test point choice process, testing procedure realization based on
weighted test generation based on testability analysis method, new technological model of assertions usage, based
on testability analysis.
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